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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES
DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
DES METHODES DE MESURE

Troisiéme partie: Méthodes de mesure de référence

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CET en ce qui concerne les questions techaiques, ptépacés paxdes Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expri a piys grahde mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sonf agréee Y es paiyles Comités nationaux.
3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la C 3 e \yeew,_que tous les Comités nationaux ne
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils prépargefit ces ¢ base fondamentale de ces regles

4) On reconnait qu’il est désirable que ’accord interng
nationales de normalisation avec ces

P CES

guestions soit suivi d’un effort pour harmoniser les régles
N Jes conditions nationales le permettent. Les

Chapitre I:
Afrique du Sud Italie
Allemagne Japon
Australie Pays-Bas
Belgique Pologne
Canada Suede
Danemark Suisse
Etats-Unis d’Amérique Turquie
Finlande Union des Républiques
France Socialistes Soviétiques
Israél
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 3: Reference methods of measurement

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technigd

National Committees having a special interest therein are represented, express, as nedt:
_consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the

3) In order to promote this international unification, the IE C expresses the

rules in so far as national conditions will permit.

4) The desirability is recogmzed of extendmg international agree

This Recommendation has i
and Integrated Circuits.

Australia Netherlands

Belgium Poland

Canada South Africa

Denmark Sweden

Finland Switzerland

France \ Turkey

Germany Union of Soviet Socialist
Israel Republics

Italy United States of America
Japan
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Un projet de la section deux du Chapitre I fut discuté lors de la réunion tenue & Bad Kreuznach en 1963,
4 la suite de laquelle un nouveau projet fut soumis a approbation des Comités nationaux suivant la Régle

des Six Mois en aofit 1965.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de la section deux du

Chapitre I:
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Etats-Unis d’Amérique
Finlande

Les pays suivants se sont prononcés explicitemeny

Afrique d
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique

Sud
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Israél
Japon
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suede
Suisse
Turquie

Pays-Bas

Pologne

Royaume-Uni

Suéde

Tchécoslovaquie

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
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A draft of Section Two of Chapter I was discussed at the meeting held in Bad Kreuznach in 1963 as a
result of which a new draft was submitted to the National Committees for approval under the Six Months’

Rule in August 1965.

The following countries voted explicitly in favour of publication of Section Two of Chapter I:

Work on Chapter II started from discussions by correspondence w
held in Philadelphia in 1964. A new draft was submitted to the Nati6nha
the Six Months’ Rule in September 1967.

The following countries voted explicitly in favour of the publicatig

Full document details: IEC 60147-3 1970

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland
Germany
Israel

Australia
Austria
Belgium
Canada

Japan
Netherlands
Sweden
Switzerland
Turkey
United K ngdom
United States of Ameri
Yugoslavia

HCS

Poland

outh Africa

Sweden

Turkey

Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom

United States of America
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VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES
DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
DES METHODES DE MESURE

Troisi¢cme Partie: Méthodes de mesure de référence

CHAPITRE I: GENERALITES

SECTION UN - GUIDE POUR LES METHODES D E ENCE

Principes guides pour le choix des méthodes de référence

Toutes les fois que cela sera possible, pour cha
référence, qui devra étre acceptée en acsord aves

La méth
mécaniques, ¢

Note. — En choisissant des méthodes satisfaisant aux exigences ci-dessus, on devra prendre en considération les points
suivants:

a) Les méthodes donnant un résultat direct sont préférables.

b} Toutes les méthodes devront répondre aux exigences de la Publication 147-1 de la CEI. Quand des limitations
doivent étre imposées au domaine des conditions de référence, ces limitations doivent étre indiquées.

¢) Les méthodes de référence seront décrites en se référant aux «conditions de référence» au lieu des «conditions
spécifiées » employées dans la Publication 147-1 de la CEL.

Les conditions de mesure de référence devront, autant que possible, &tre rendues égales aux valeurs spécifiées.
d) L’application de ces méthodes devra se faire suivant les régles de Part,

e) On devra pouvoir se procurer facilement les composants et les appareils de mesure nécessaires pour la mesure,
lesquels devront présenter une précision adéquate.
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ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 3: Reference methods of measurement

CHAPTER I: GENERAL

SECTION ONE - GUIDE FOR REFERENCE METHODS QF

Guiding principles in selecting reference methods

Whenever possible, for each characteristic, there should
accepted according to normal IEC procedurg.

thod which should be

The method chosen should have a sufficien

It is the accuracy of the me
be specified. '

The method ch 5
mental conditions to\b€ mait

For all reference
ambient or refere

Note. — In choosing methods to comply with the above requirements, the following points should be taken into
consideration:

a) Methods giving a direct answer are preferable.

b) All methods should fulfil the requirements of IEC Publication 147-1. When limitations have to be imposed
on the range of reference conditions, these must be stated.

¢) The reference methods will be described as “reference conditions” instead of “‘specified values™ used in IEC
Publication 147-1.

The reference conditions of measurement should be, in so far as possible, made equal to the specified values.
d) Methods should conform to good engineering practice.

e) All components and measuring instruments required for the measurement should be readily available, and
should have an adequate accuracy.
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